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В настоящее время, светодиоды инфракрасного диапазона длин 
волн (СД ИК-диапазона) широко используются в качестве основы для 
различных устройств микроэлектроники, которые работают в 
условиях космического пространства и на ядерных энергетических 
объектах. Поэтому, уже на стадии их разработки необходимо знать, 
как надежность, так и радиационную стойкость.  
Цель работы – исследование изменения мощности излучения, 
предварительно облученных нейтронами СД ИК-диапазона в процессе 
ступенчатых испытаний при повышенной температуре окружающей 
среды.  
Объекты исследования – промышленные СД ИК-диапазона, 
изготовленные на основе гетероструктур AlGaAs. 
Ранее в [1] было показано, что cрок эксплуатации СД ограничен 
развитием катастрофических отказов, которые обусловлены 
механическим разрушением корпуса. 
В результате исследований надежности СД установлено: 
1. при эксплуатации СД и при воздействии ионизирующего 
излучения наблюдается идентичный многостадийный механизм 
снижения мощности излучения; 
2. в процессе эксплуатации изменения ВАХ СД практически 
отсутствуют, только непосредственно перед развитием 
катастрофического отказа появляется дополнительное падение 
напряжения на омических контактах металл-полупроводник; 
3. предварительное облучение быстрыми нейтронами позволяет 
повысить срок эксплуатации СД. 
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